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摘要(译)

描述了一种用于确定脑电图（EEG）电极的接触质量的系统和方法。电
极连接到用户以检测来自用户的脑电波活动。 EEG应用计算电极的电
压，计算电极的电压的导数，根据电压的导数计算变化系数，并且基于
变化系数确定电极对用户的接触质量。
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